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デュアルコム分光法[1,2]は広い帯域にわたり複素光学情報を、高速で取得できる測定法として

注目されており、近年様々な分野に応用されている。我々のグループはデュアルコム分光法を用

いた固体物性評価法の開発に注力しており、これまでに複素屈折率測定法[3]や磁性材料のファラ

デー回転角測定法[4]の開発などを行ってきた。本研究ではデュアルコム固体分光法による、高機

能かつ詳細な電気光学効果測定法の実現を目指した。 

 図 1 に本研究で用いたデュアルコム固体分光測定系を示す。光源には 2 台の Er ファイバコムを

用いており、狭線幅の cw レーザーを用いて高精度に位相同期させている。従来のデュアルコム固

体分光法[3]と比較して、ウォラストンプリズムによって縦横偏光を分離して測定できる構成とな

っている。これにより直交するそれぞれの偏光成分が試料の異なる軸を透過するため、2 軸の同

時測定が可能となっている。各々の干渉信号は 2 つの受光器で取得され、そのフーリエ解析から

振幅・位相情報を取得する。また、測定試料には高電圧源により電圧を印加できるようにしてい

る。図 2 に、光デバイスによく用いられているニオブ酸リチウムの z 軸(c 軸)方向に電圧を印加し、

y 軸方向に光を伝搬させた際に縦横偏光に生じる位相差スペクトルの測定結果を示した。このよ

うに、電気光学素子に電圧を印加することによって複屈折の大きさが変化する様子を周波数の関

数として取得できた。講演では本測定より得られるポッケルス係数に関する結果について述べる。 
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図 1（左）デュアルコム固体分光測定系  

図 2（右）ニオブ酸リチウムに電圧を印加した際に生じる複屈折スペクトルの測定結果 
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